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摘要(译)

本发明公开了一种触控检测结构，一种有机发光触控显示装置，一种检
测设备触控的方法及一种制造装置的方法。触控检测结构包括：第一信
号传输线，设置于有机发光触控显示装置的第一基板上;绝缘层，设置在
第一信号传输线上，并具有通孔和凸起;第二信号传输线，位于绝缘层上
并通过突起的顶部;信号传输端子，设置在突起的侧面，一端通过通孔与
第一信号传输线连接，另一端位于突起的顶部，与第二信号传输线绝缘;
和设置在第二基板上的阴极膜。
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